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1. Ефект чутливості до дефектів залежностей від умов дифракції картини багатократного розсіяння у
кристалах

2. The effect of sensitivity to defects depending on the conditions of diffraction pattern of multiple scattering in
crystals

Реферат:
1. Вперше встановлено новий ефект появи унікальної чутливості до характеристик дефектів залежностей від
умов дифракції картини розсіяння за рахунок його багатократності. Розкрито природу цього ефекту та
основні механізми його прояву, конкуренція яких забезпечила як підвищення на кілька порядків величини
чутливості діагностики дефектів, так і дозволила вирішити проблему однозначного розв'язання оберненої
задачі багатопараметричної діагностики.

2. First established a new effect appears unique sensitivity to the characteristics of defects depending on the
conditions of diffraction scattering pattern due to it repeatedly. Disclosure of the nature of this effect and the
basic mechanisms of the competition which has provided both increase by several orders of magnitude the
sensitivity of diagnosing defects and will solve the problem one solution of the inverse problem of multiparameter



diagnostics.
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